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１．概 要

     本器は、変調式ＬＤ投光部の光パワ－計測専用機です。

      特に高速変調された、ハイパワ－半導体レ－ザ光のピ－ク値の計測が出来ます。

２．仕様

  １．被測定物  

     変調半導体レ－ザ ビ－ム光 波長４００ｎｍ～９００ｎｍ

  ２．測定範囲

     ０．１ｍＷ～３．５ｍＷ

  ３．測定光

     ＣＷ光～１マイクロ幅パルス 繰り返し光のピ－ク値

  ４．パルス測定方式

     １００Ｈｚピ－ク値保持以降暫時低減方式

  ５．測定値表示・分解能

    ４桁半デジタルパネルメ－タ   表示部１９．９９９ｍＷ ｍａｘ

     最大３．５００ｍＷ以上は、頭打ちになります

    分解能１μＷ

６．波形出力

    アナログアウト 計測波形の出力０．１Ｖ～３．５Ｖ

     ＢＮＣコネクタ－ インピ－ダンス５０Ω出力

     応答周波数特性 １０ＭＨｚ

     （接続オシロスコ－プ側にては、ハイインピ－ダンスで接続して下さい）

７．受光部

  高速測光用シリコンフォトダイオ－ド使用

     受光径 １０×１０ 拡散ガラス入り

     受光部にＩＶ変換ＡＭＰ入り （ＧＡＩＮ ＯＦＦＳＥＴボリウム付き）

  ケ－ブル長さ１ｍ

   本体に対して受光部の互換性は有りますが、本体と同番号で合わせてお使い下さい

８．測定精度

   ±５％以内 （但し６５０ｎｍ，１ｍＷ校正点 ２５℃±３にて）

９．校正

  ６５０ｎｍ １ｍＷレ－ザ光にて ＩＳＯ９００１対応校正 （校正波長は変更可能）

１０．外観

    本体 ２１０Ｗ×２３０Ｄ×６６Ｈ（突起物含まず）

    受光部 ９７Ｗ×２７Ｄ×９Ｈ

      取り付け穴 １４Ｘ８７ φ３．２Ｘ４ケ所

１１．電源

    ＡＣ１００Ｖ ±１０Ｖ ５０／６０Ｈｚ 消費電力約２０ＶＡ



１２．重量

    本体 約２．５Ｋｇ

    受光部 約２００ｇ

１３．付属品

     取扱説明書 スペアヒュ－ズ 校正証明書

  １４．使用温湿度

      温 度 １０～４０゜Ｃ

      湿 度 ２０～８０％（但し露結しない事）

注）．仕様は，予告無く変更する事が有ります

３．取扱説明

１． 電源ケ－ブルをＡＣ１００Ｖ±１０Ｖコンセントに接続します。

２． 電源スイッチをＯＮにすると緑のＬＥＤが点灯します。

    内部回路が安定するまで１０分程待ちます。

    電源ＯＮ直後でも精度に問題は有りますが動作はします。

    ３． 受光部を遮光して表示が００になるのを確認します。誤差がある時は０００になる様に

     受光部のオフセットのボリュウムであわせます。

     尚このボリュウムにて零点移動のオフセットをかける事ができます。

  ４． 受光部にレ－ザビ－ム光を入射します。

      計測値が、パネルメ－タに表示されます。

      この時、外光が入らないように注意して下さい。

  ５． アナログ出力 ＢＮＣコネクタ－にて波形観測する事が出来ます。

     出力は、１ｍＷで約１Ｖです。

      最大３．５Ｖ程度まで出力され、それ以上は、ＯＰＡｍｐが飽和して、より強い光が入っても

      最大電圧となのます。（波形の頭がつぶれます）

     接続オシロスコ－プ側にては、ハイインピ－ダンスで接続して下さい。

     より正確に波形観察画必要な時は、オシロスコ－プ側で５０Ωのタ－ミネ－トをしてください。

      ただし、５０Ωのタ－ミネ－トをすると波形の高さ（電圧）は、１／２になります。

    ６．波形にノイズが乗る時は、本体背面のＧＮＤ端子を大地ア－スに接続します。

       受光部の外形は、真鍮製で導電がありますから、場合によっては、受光部をア－スに接続します。



           背面パネル

          アナログアウト     ＧＮＤ端子  ＡＣ１００Ｖ

４．注意事項

    １．１ｍＷ以上のレ－ザバワ－の測定時には、受光部表面等でのレ－ザ光の反射光が眼に入って

      眼の障害を起こす可能性があります。クラスⅡ以上のレ－ザ光の取り扱い時には、まわりの

      人にも十分に注意を払って下さい。

  ２．パルス変調光を測定するためにピ－ク測定回路を内蔵しています

         過大光量が入射すると復帰に数秒かかります。

  ３．低レベルの光量測定時は，本体又は受光部に大地ア－スを取って 下さい。

   ４．受光部の受光面が汚れると光がさえぎられ低い数値を表示します。

     汚れた時は、カバ－ガラスをアルコ－ル系溶剤で、拭き取ります。

     受光部金属部分は、こすらないで下さい。つや消しメッキが取れてしまいます。

                                      




